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Informationsblatt

Schichtdickenmessung an dinnen metallischen Schichtsystemen

1. Anwendung

Das Schichtdickenmessgerit ,,FISCHERSCOPE® X-Ray XULM® dient zur hochgenauen Bestimmung
der Schichtdicke, speziell von Edelmetallschichten und Schichtsystemen sowie zur Materialanalyse. Beim
FISCHERSCOPE® XULM® sind Réntgenrohre und Detektorsystem unterhalb des Messtisches positio-
niert. Damit ergibt sich eine Messrichtung von unten nach oben. Dies bietet besondere Vorteile bei der
Messung Kleiner Teile mit sich hdufig andernder Geometrie wie kleinste Gehéuseteile oder elektrischen
Kontaktstiften.

2. Messverfahren

Das physikalisches Prinzip der energiedispersiven Réntgenfluoreszenzmethode (EDRFA) gemél DIN EN
ISO 3497 /DIN 50987 wird wie folgt beschrieben:

Die Strahlung einer Rontgenrdhre regt die Probe zur Aussendung von Rontgenfluoreszenzstrahlung an.
Diese ist fur jedes Element charakteristisch. Das Energiespektrum wird vom Detektor registriert. Die in
der Probe enthaltenen Elemente lassen sich durch die charakteristischen Energien der Peaks des Spekt-
rums identifizieren. Die Konzentrationen der Elemente bzw. die Schichtdicken werden aus der Intensitét
der Strahlungsanteile ermittelt. Als Detektor dient ein hohe Zahlraten lieferndes Proportionalzahlrohr.

Fir die Mess- und Steuersoftware wird die Version WinFTM® V.6 L eingesetzt, die max. 4 unabhéngige
MessgroRen bei Schichtdickenmessungen gleichzeitig bearbeiten kann. Bei Analyseaufgaben sind es
max. 5 MessgroRen.
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Schichtdickenmessung: Fischerscope®  XRAY XULM
mlt Kunde : Musterkunde
1 H Teil : Muster
VIdeObIId Priifer :Parsttetzke Datum: 18.05.2009
n= 1 hu 1l = 0.51 um Ni 2 = 1.46 pm
n= 2 hu 1l = 0.51 um Ni 2 = 1.51 pm
n= 3 Aul = 0.52 pm Ni 2 = 1.58 pm
n= 4 Au 1l = 0.54 pm Ni 2 = 1.57 pm
Und n= 5 iu il = 0.58 wm Ni 2 = 1.47 pm
Protokoll
Auswertung fir Au 1 Hi 2
Mittelwert 0.529 pm 1.52 um
Standardabweichung 0.030 pm 0.053 um
Variationskoeffizient 5.65 3.52
Spannweite 0.07 pm 0.11 um
Materialanalyse: M wWere e .
Max. Wert 0.58 pm 1.58 um
Messzeit 20 sec
mit I.&nal E: J
byse %) >~ Elemente
Spektrum -
40 Zr K
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™ 38 SrK
und ™ 90 ThL
Zusammen-
™ 85 At
setzung
Badanalyse bei Elektrolyten:
mit Einzelmessungen
Block Nr.: 1 N”(gf'):| MNr | Wi ] Priifer | Daturn |
Hillohwert 00.00 ?lDCH 520 Partetzk 31.03.2009 15:51:42
. anelzke Aa all
Standardabw. '219 2 58.6 Partateke 31.03.2009 15:52:03
RanhonshalzE] 200 3 603 Paratzke 31.03.2009 15:52:24
Anzahl MeBwerte 6 4 B1.8 Partetzke 31.03.2009 15:52:45
5 B0.6 Partetzke 31.03.2009 15:53:06
3 60.7 Partetzke 01.04.2009 10:50:39
Prufer Partetzke
=] und statistischer Auswertung
4. Technische Daten
¢ Rontgenstrahlquelle: Mikrofocus-Wolframréhre
o Detektorelement: Xenongefulltes Proportionalzéhlrohr
e Software: WinFTM®V.6L
e Kollimatoren: 70,1 mm, d0,2mm, @ 0,3 mm, Schlitz 0,03 x 0,2 mm
e Positionierung: Manueller XY-Tisch
e Abmessungen: B =360 mm, T =380 mm, H=240 mm
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